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1   はじめに 
Ｘ線位相計測に基づくＸ線位相ＣＴは、吸収コン

トラストでは観察が難しい軽元素からなる試料の三

次元観察を可能とする。高分子材料はその格好の対

象となるが、その一例として、高分子ブレンド系に

現れる相分離構造の観察をこれまで報告している

[1,2]。Bonse-Hart 型干渉計や Talbot 干渉計を用いて

これを実現したが、いずれの場合も静的観察を行っ

たものであり、動的過程である相分離現象による変

化を、相分離時間が異なる複数の試料を準備して撮

影していた。一方で、Ｘ線 Talbot 干渉計では白色放

射光を照射しても撮影できるため、高速位相ＣＴが

可能となる[3]。我々は、この技術を高分子相分離現

象の動的三次元観察に適用するために、高分子試料

加熱とＣＴスキャンを同時に可能とする装置を開発

した。 

2   装置 

高分子ブレンドの相分離を誘起するためには、試

料を 180℃程度に加熱・保持する必要がある。且つ、

その状態で位相ＣＴ撮影する必要がある。軟化した

試料の観察には、試料回転軸を鉛直に選ぶべきであ

り、結果的に Talbot-Lau 干渉計を構築して位相コン

トラストを得た。これは、上記鉛直回転軸を選んだ

場合に水平方向の位相微分を計測しなければならな

いためである。すなわち、格子のラインを鉛直に設

置する必要があり、その場合は水平方向の空間的干

渉計を確保しなければならない。水平方向に広がっ

た電子バンチからの放射光では干渉性が不十分であ

り、Talbot-Lau 干渉計構成が必要となった。Fig. 1 は

加熱装置の内部の写真である。アルミ管（内径

3.5mm）に試料を入れ、加熱しながら位相ＣＴ撮影

を行う。G0 格子を通った白色放射光が試料を照射

し、下流の G1, G2 を通って CMOS カメラを用いた

高速Ｘ線画像検出器で撮影する。試料は 1rps で回転

し、5 秒の露光で位相ＣＴ撮影を行う。 

3   結果および今後 

装置動作のためのコミッショニング実験を行い、

予備的に Fig. 2 に示すような PS/PMMA の画像が得

られている。約 10 時間高温状態に保ったところで

スキャンした結果であるが、二相に対応するコント

ラストがみられる。今後は相分離をコントロールし

た時系列画像を同一試料について取得し、動的構造

変化の解析を実施する予定である。 
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Fig. 1 位相ＣＴ用高分子加熱装置 Fig. 2 PS/PMMA の高速位相ＣＴ撮影結果 


